
 

X線画像処理装置 SemiXVision 

 

 
半導体内部検査用の X線画像処理装置です。半導体用の計測機能に加えて画質改善機能も 

付加されており使い勝手のよい装置です。 

 

・ボイド率    計測エリアの自動設定機能及びボイド率の自動測定機能 

      半田ムラが大きい場合でも自動測定可能です。 

   ・ワイヤー曲率  自動ワイヤー曲率測定機能 

   ・ワイヤー間ピッチ  自動ワイヤー間ピッチ測定機能 

   ・寸法測定    寸法測定用の各種ゲージ機能 

   ・統計処理    測定値を統計処理及びファイリングする機能 

画像処理機能 

・アベレージング  リアルタイムで画像を平均化してノイズを低減します。 

・積算   画像を積算してノイズを低減します。 

・コントラスト強調 

・輪郭強調 

・微分 

・平滑化 

・マルチ画面記録  複数画面を取り込んで比較できます。 

・画像ファイリング 

 
・画像入力    NTSCモノクロ ６４０×４８０×８bit 

・PC     AT互換 PC Pentium４以上 

・OS     WindowsＸＰ、７，８ 

 


